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 – 2 – 60749-27 Amend.1 © IEC:2012 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by technical committee 47: Semiconductor devices. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

47/2135/FDIS 47/2144/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

 

_____________ 

 

3 Terms and definitions 

Add the following new definition: 

3.4 
ringing 
noise component caused by a large inductance in the discharge circuit 
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60749-27 Amend.1 © IEC:2012 – 3 – 

5.1 General 

Table 1 – Waveform specification 

Replace the existing table by the following new table: 

Level 
Equivalent 

voltage 
V 

Ip1 peak current through 
a shorting wire 

A (± 15 %)a 

IPR peak current 
through a 500 Ω resistor 

A 

I100 current through a  
500 Ω resistor at 100 ns 

A (± 15 %) 

1 100 1,7  (1,5)  – – 

2 200 3,5 (3,0)  – – 

3 400 7,0 (6,0) <I100 × 4,5 0,29 

4 800 14,0 (12,0) – – 
a  Values in parentheses are the peak current value without ringing.  

 

Add, at the end of the paragraph concerning tpm, in the "Requirements for Figure 2", the 
following sentences: 

The inductance (L) which is related to tpm shall be controlled to meet the above specified 
pulse period. The recommended value is 750 nH. 

Insert, between Subclauses 5.1 and 5.2, the following new Subclause 5.3:  

5.3 Extra consideration for waveform specifications 

The peak current Ip1 without ringing shall be verified against the values in Table 1. 

 

 

_____________ 
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 – 4 – 60749-27 Amend.1 © CEI:2012 

AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à 
semiconducteurs. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

47/2135/FDIS 47/2144/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

 

___________ 
 

3 Termes et définitions 

Ajouter la nouvelle définition suivante: 

3.4 
oscillation transitoire 
composante de bruit causée par une inductance importante dans le circuit de décharge  
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60749-27 Amend.1 © CEI:2012 – 5 – 

5.1 Généralités 

Tableau 1 – Spécification de formes d'onde 

Remplacer le tableau existant par le nouveau tableau suivant: 

Niveau 

Tension 
équivalente 

V 

Ip1, courant de crête à 
travers un fil court-

circuitant 
A (± 15 %)a 

IPR, courant de crête à 
travers une résistance 

de 500 Ω  
A 

I100, courant au travers 
d'une résistance de 

500 Ω à 100 ns 
A (± 15 %) 

1 100 1,7  (1,5)  – – 

2 200 3,5 (3,0)  – – 

3 400 7,0 (6,0) <I100 × 4,5 0,29 

4 800 14,0 (12,0) – – 
a  Les valeurs entre parenthèses sont la valeur crête actuelle sans oscillation transitoire.  

 

Ajouter, à la fin de l’alinéa concernant tpm, dans les “Exigences de la Figure 2”, les phrases 
suivantes:  

L'inductance (L) qui est liée à tpm doit être contrôlée afin de satisfaire à la période d’impulsion 
spécifiée ci-dessus. La valeur recommandée est 750 nH. 

Insérer, entre les Paragraphes 5.1 et 5.2, le nouveau Paragraphe 5.3 suivant:  

5.3 Considération supplémentaire pour les spécifications de forme d'onde 

Le courant de crête Ip1 sans oscillation doit être vérifié par rapport aux valeurs du Tableau 1. 

 

_____________ 
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